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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES, CORDONS, CONNECTEURS
ET COMPOSANTS HYPERFREQUENCE PASSIFS -

MESURE DE L'ATTENUATION D'ECRAN
PAR LA METHODE DE LA CHAMBRE REVERBERANTE

AVANT-PROPOS

sujet traité peut participer. Les organisations internationales,

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. ment avec [|'Organisation

Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions f{xée 3 deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant’le hnigues représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur le s Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’étddes

3) Les documents produits se présentent sous\la fo Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports teshniques su guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unjfi
facon transparente, dans tg

ationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
)es internationales de la CEIl dans leurs normes
¢ de la CEIl et la norme nationale ou régionale
te derniére.

maintenant le statut de norme internationale.

Cette version bilingue, publiée en 2001-04, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 46A/356/FDIS et 46A/359/RVD. Le
rapport de vote 46A/359/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée conformément aux Directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CABLE ASSEMBLIES, CABLES, CONNECTORS AND
PASSIVE MICROWAVE COMPONENTS -

SCREENING ATTENUATION MEASUREMENT BY THE
REVERBERATION CHAMBER METHOD

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Commlttees)
|nternat|ona| co- operat|on on all quest|ons concerning standard|zat|o

participate in this preparatory work. International, governmen
with the IEC also participate in this preparation. The IEC coll
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

2) The formal decisions or agreements of
international consensus of opinion on the r&
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of r
of standards, technical specifications, technic
Committees in that sense.

Standards transparentl
divergence between thg

indicated in the latter.
5) The IEC provid i :
equipment declaredto e\ imnge

International >
IEC techptsal b : Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, and accessories for

ipditate its approval and cannot be rendered responsible for any
of its standards.

ancels and replaces the first edition, which was issued as a type 3
technical report in™4995. It constitutes a technical revision and now has the status of an
International Standard.

This bilingual version, published in 2001-04, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
46A/356/FDIS 46A/359/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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Les annexes A, B, C et D ne sont données qu'a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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Annexes A, B, C and D are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

Les exigences des composants électroniques modernes ont révélé le besoin d'établir une
méthode d'essai de I'atténuation d'écran des composants hyperfréquence sur toute leur bande
de fréquences d'utilisation. Des méthodes d'essais adaptées existent pour les basses
fréquences et pour les composants de forme réguliere. Ces méthodes d'essai sont décrites
dans les spécifications de produits correspondantes de la CEI.

Une nouvelle méthode d'essai est devenue nécessaire pour les fréquences supérieures et pour
les composants de forme irréguliere. Une telle méthode d'essai est décrite dans la présente
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INTRODUCTION

The requirements of modern electronic equipment have indicated a demand for a method of
testing screening attenuation of microwave components over their whole frequency range.
Convenient test methods exist for low frequencies and components of regular shape and these
test methods are described in the relevant IEC product specifications.

For higher frequencies and for components of irregular shape a new test method has become
necessary and such a test method is described in this International Standard.
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